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Nowoczesné¢ srodkéw dydaktycznych w ksztatceniu
technicznym

Wprowadzenie

O efektywndci i pragmatyzmie procesu ksztatcenia decydstpsowane
metody dydaktyczne, istotd® i spojnag¢ tresci programowych oraz sposoéb
ich prezentacji. O efektach ksztatcenia decydujeniéz rodzaj, poziom tech-
niczny oraz stopie nowoczesngi srodkow dydaktycznych. Ich znaczenie
szczegoblnie zauwalne jest w przypadku ksztatcenia technicznegojegjiz
kos¢ wykorzystywanego spemu i aparatury badawczej, parku maszynowego
lub oprogramowania komputerowego wskazuje na stopideznosci procesu
ksztalcenia z poziomem technicznym akceptowalnymepmprzedsgbiorstwa
przemystowe.

Rozwoj cywilizacyjny wspotczesnego spotesgiva, ktdrego wyznaczni-
kami @ komputer i Internet, powoduje istotne zmiany waqasie ksztalcenia.
Osiagnigcia wspotczesnej techniki i informatyki, powszecfinwh praktyczne-
go zastosowania w codziennyiyciu — powoduj konieczné¢ powszechnego
zastosowania howoczesnych rozxé technologii informacyjnych wspomaga-
jacych proces dydaktyczny, daj zarazem szaaszwickszenia efektywnici
ksztatcenia. Szczegolnie istotne wydaje sastosowanie nowoczesnych form
i srodkéw dydaktycznych w procesie ksztalcenia tecmego.

1. Rozwdj poznawczy cziowieka

Najwazniejszym celem procesu uczenia jgst zdobywanie wiedzy. Proces
uczenia si oddziatuje na czlowieka, zmiemaj go w dwdch aspektach, tzn.
powigkszap sie zasoby wiedzy uezego oraz usprawniany zostaje sam proces
uczenia. Zdobywana wiedza wykorzystywana zostagdziennynmzyciu (np.

w pracy zawodowej), stanoga podstaw umiegtnosci rozwiagzywania réGnego
rodzaju zadaoraz ledac podstaw nabywania rénorodnych kwalifikacji.

W procesie uczeniagistotm role, warunkujca jego efektywné¢, przypi-
suje s¢ przyswojeniu paj¢ podstawowych i zasad ogoélnych, ktére startowi
beda podstaw pézniejszego rozszerzania i pQgtania wiedzy. Staranne przy-
swojenie paj¢ podstawowych jest wae dla péniejszego zastosowania ich
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przy rozwhzywaniu problemow lub zada ktére traktowane ky mog jako
szczegoblne przypadki wyuczonych pierwotnie podstawowyzszego wynika,
ze w procesach ksztalcenia powinngzyt sie do maliwie petnego poznania
zagadnié podstawowych i zasad ogolnych, stwaggzagarazem sytuagjpobu-
dzapca zainteresowanie przedmiotem, wskazumazliwos¢ praktycznego za-
stosowania wiedzy w eiych obszarachycia [Wawer 2008: 11-18]. Czynni-
kiem motywuacym do zdobywania wiedzy mediy¢ nie tylko perspektywy
rozwoju osobowego lub kariera zawodowa, ale réwpieyciagajace uwag lub
pobudzajce zainteresowanie przedmiotem zastosowane w peoksztatcenia
formy i srodki dydaktyczne.

O efektywndci procesu uczenia¢sidecyduj cechy osobowdziowe czto-
wieka (wewmrtrzne czynniki poznawcze) oraz sposob oddziatywsnodowiska
zewrgtrznego (m.in. rodziny, szkoty, pracy itd.). O r#atach tego procesu
decyduje rownig sposob transformacji nowej wiedzy (zasobow infaijiha
forma prezentacji oraz et jednostki do jej przyswajania. Sposéb transforimacj
wiedzy zwhzany jest z wisciwa selekcy i usystematyzowaniem przekazywa-
nych tréci [Kesy 2006: 19—-20]. Z kolei e do ich przyswojenia stanowi wkiad
whasny jednostki w jej rozwéj poznawczy oraz wynikaharakteru interakcji
z otoczeniem. Celem aktyw$m poznawczej cziowieka jest @gnigcie rowno-
wagi miedzy posiadanym stanem wiedzy a nowymi zasobamirnmdoji.

W procesie ,edukacyjnej’ adaptacji cztowiek wykasiat moze procesy asymi-
lacji (przystosowania nowych informacji do posiagiein zasobéw wiedzy) oraz
akomodacji (przebudowy zespolu gbwobec napotkanego nowego, niezrozu-
miatego zjawiska) [Wawer 2008: 13].

Przyjmupc zal@enie, ze podstawowym zadaniem procesu ksztatcenia jest
rozwijanie zdolnéci i umiejtnosci poznawczych oraz ksztalttowanie sposobu
postugiwania si informacjami, to podstawowym zadaniem nauczyqetataka
transformacija wiedzy, by forma jej przekazania wssip najbardziej adekwatny
i efektywny przyczynita si rozwoju poznawczego odbiorcy. Wa role w trans-
formacji wiedzy oraz formie prezentacji 4c& dydaktycznych przypisuje ¢i
wspotczesnym rozwzaniom technicznym, ktérych uméigpos¢ wykorzystania
moze warunkowa efektywna¢ oraz pragmatyzm procesu ksztatcenia.

2. Wspoétczesna technika pomiarowa w procesach tedomnych

Przemiany cywilizacyjne drugiej potowy XX i pierwggzdekady XXI wie-
ku wywotaly istotne zmiany w standardazycia spoteczéstwa. Wspotczesne
spoteczéstwo zostato ,przesgknigte” technilky, za poziom i zakres aplikacyj-
ny rozwizan technicznych spowodowat; istaty sé one ,czscia natury”
czlowieka. Przykladem praktycznego zastosowaniawitgan technicznych
i informatycznych w procesach produkcyjnychaady aparatura pomiarowa
stanowica wyposaenie laboratoriow kontroli jakei. Konieczné¢ weryfika-
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cji jakosci wytworczej wynika z tegoziprocesy wytwarzania uvane § za
kluczowe dla poziomu jakei oraz widciwosci uzytkowych produkowanych
wyrobow.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu determinowane sn.in. przez ksztatt i wy-
miary oraz wlasnii eksploatacyjne akceptowalne przez potencjalnego-
kownika. Wtasnéci eksploatacyjne z kolei determinowange gzez struktuy
materiatlovy oraz stan powierzchni mgiej bezpéredni kontakt mechaniczny
i chemiczny z otoczeniem [Blicharski 2009]. Starrelyu gotowego, stanowd
wynik transformacji wi&ciwosci uzytkowych, jest z jednej strony efektemnko
cowym procesu produkcji, a z drugiej strony czyigrnk warunkugcym prawi-
diows jego eksploatagj Tak wiec istothym zagadnieniem w praktyce przemy-
stowej niektorych sektoréw gospodarczych (np. psErmaszynowy) jest po-
miar i ocena struktury geometrycznej powierzchi@P$, a to ze wzgtlu na ich
duzy wplyw na dokladn&t przenoszenia ruchu oraz stan dynamiczny wspotpra-
cujacych czsci [Adamczak 2008: 13—-15]. Pomiary i badania SGRys$t mog
réznym celom, tzn. [Nowicki 1991: 10J:

— sprawdzeniu zgodrdoi efektu technologicznego z zaemiami konstruktora,

— poznaniu struktury geometrycznej i warunkéw eksialog@powierzchni,

— okresleniu zalenosci miedzy metod wytwarzania a mdiwoscia spetnienia
przez powierzchgizatazonych funkcji (wkaciwosci uzytkowe).

Metrologia SGP (w szczegolém chropowatéci powierzchni) obejmuje
szeroki zakres zagadihiewiazanych z metodyk pomiardw, analiz i ocen,
modelowaniem i matematycznym opisem powierzchriyR4dy do pomiaréw
SGP, ze wzgdu na régnorodnd¢ mierzonych cech oraz zakresy wacdigara-
metréw p opisupcych, zaliczaneasdo grupy precyzyjnej aparatury badawczej.
Rozwdj techniczny wywotat die zmiany metrologii SGP w zakresie stosowa-
nych metod pomiar6éw, metodyki opracowania wynik&azoformy prezentaciji
prowadzonych analiz.

W latach 80. ubiegtego wieku rozwdj technik kompaoteych i pojawienie
si¢ pierwszych maszyn wypoganych w procesory pozwolity na opracowanie
programow stacych jwz nie tylko do pomiaréw, ale réwriedo modelowania
mikrogeometrii powierzchni i przeprowadzania ichalmn symulacyjnych.
Wspotczesna metrologia mikrogeometrii powierzcharaz czsciej wymaga
ujecia tego zagadnienia nie tylko w wymiarze 2D, aemniez jako topografii
3D, ktéra jako jedyna daje pelny obraz cech mieyzbrpowierzchni [Chmiel-
nik 2010: 198].

Istota zagadnienia metrologicznego (technicznegay stopié jego ztao-
nosci wskazuj, iz problematyka pomiaréw i analiz vitawosci SGP:

— objeta jest elitarnymi badaniami naukowymi,
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— powszechnie uwzgtiniana jest w praktyce gnierskiej przemystu maszy-
nowego oraz
— stanowi istotne zagadnienie technicznesbprocesem ksztalcenia.

3. Technologia informacyjna w pomiarach i analizieSGP

Duze znaczenie, jakie przypisuje strukturze geometrycznej powierzchni
powoduje,ze zagadnienia zwzane z problematykpomiaréw i analiz wtasci-
wosci uzytkowych powierzchni stanowiistotny obszar zainteresowaniazyn
nierskiego. Zagadnienia dotyre wi&ciwosci powierzchni czsci maszyn,
obok problematyki doktaddoi wymiarowej oraz kddow ksztattu i wzajemnego
potozenia, stanowi podstawowe zagadnienia metrologiczne. Jegmatopié
ztozonasci oraz koniczn& wieloaspektowej oceny stanu powierzchni powodu-
ja, ze wszelkiego rodzaju badania, prowadzone analiag proces ksztatcenia
musz by¢ wspomagane przez najnowszeagsiecia technologii informacyjnej.
Wymagania te spetnia m.in. aparatura pomiarowdfi{pneetr New Form Taly-
surf 2D/3D) oraz oprogramowanieytkowe (Ultra Surface, TayMap Platynum)
firmy Taylor Hobson do pomiaru i analizy SGP (r¥s.

]
TaplorHobson

Taylor Hobson

TalyMap Platinum

Rys. 1. Aparatura pomiarowa oraz oprogramowanie @ytkowe
firmy Taylor Hobson

Mozliwosci rejestracyjne oraz obliczeniowe wspéiczesnejatpay badaw-
czej oraz ,merytoryczne zaawansowanie” oprogramaav@owodug, ze Staj
sie¢ bardzo efektywnym nagdziem badawczym oragrodkiem dydaktycznym
w zakresie pomiarow, analiz dotyeych wigciwosci uzytkowych oraz symu-
lacji zmian widciwosci powierzchni wywotanych procesem zzwgia. Ocena
stanu powierzchni prowadzonadbmaoze na podstawie zarejestrowanych profili
2D lub topografii powierzchni 3D (rys. 2).
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Rys. 2. Rejestracja danych powierzchni: a) profil B, b) topografia 3D
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Rejestracja profilu lub topografii powierzchni dajexzliwos¢ automatycz-
nego wyznaczenia zbiorumtorodnych parametrow chropowgéto(pionowych,
poziomych, hybrydowych) oraz udzialu materiatlowegthrych ilcs¢ i rodzaj
uzaleznione g potrzebami praktycznymi i/lub docieklikaia badawcz. Istot-
nym rozszerzeniem w zakresie prezentacji oraz ogianu powierzchni jest
mozliwos¢ rejestracji danych o powierzchni w wymiarze prezsstnym oraz
wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzarnjigkanych obrazéw (np.
filtrowanie, poziomowanie, transformacja Fueriaraywanie ksztaitu). Metody
przetwarzania obrazéw powierzchni wzbogacajformacje wizualne, dag
mozliwosc¢ lepszej i petniejszej jej interpretacii.

Przyktadem cgsto stosowanych zestawtistatystycznych megby¢ przed-
stawione poriej: krzywa Abbotta — Fierstone’a oraz prezentadgaunkowdaci
struktury powierzchni (rys. 3).

Izotropie: 16.6 %
34 Pierwszy kierunek 90.0°

Drugi kierunek 84.6°
37.8 T T T T
5 10 15 20 % Trzeci kierunek 95.7°

Rys. 3. Widok analizowanej powierzchni 3D oraz wykaine zestawienia statystyczne

Oprogramowanie aytkowe TalyMap Platinum poza mlovoscia automa-
tycznego wyznaczania szeregu parametrow i zestastaystycznych pozwala
rébwniez na prowadzenie symulacji stanu powierzchni wywetpn procesami
zwycia. Pontej dokonano pogbowej prezentacji analizy prowadzonej w za-
kresie zmian stanu powierzchni i jej wtawosci uzytkowych wywotanych pro-
cesem symulowanegozcia (tabela 1, rys. 4).
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Rys. 4. Por6wnanie stanu wyjciowego powierzchni ze stanem wywotanym

symulowanym zuyciem
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Tabela 1
Poréwnanie wartoéci wybranych parametréw chropowataci

Parametr Stan pocatkowy Po symulowanym zuyciu
Sq [um] 4,26 3,89
Ssk -1,16 -1,43
Sku 4,94 5,04
Sp [um] 14,2 3,68
Sv [um] 23,6 15,6
Sz [um] 37,8 19,3
Sa pm] 3,26 3,01

Podsumowanie

Zastosowanie w badaniach naukowych oraz w prodesitatcenia tech-
nicznego nowoczesnej aparatury pomiarowej orazgspmowania gytkowego
stanowi efektywne nagdzie wspomagage procesy pomiarowe, prowadzone
analizy i symulacje dotyaze stanu powierzchni elementéw maszyn po obrébce
lub zmodyfikowane procesami zcia. Prosta obstuga aparatury pomiarowej,
automatyzm wyznaczania parametrow chropovzattzy mazliwos¢ prezentacii
wynikéw w wymiarze 3D to cechy powodge zmniejszenie pracochioriod
cykli pomiarowych oraz procedur zygianych z przetwarzaniem danych, ich
interpretaci oraz analiz.

Przedstawione zalety opisywanej aparatury pomigrew&azup na mali-
wos¢ ich efektywnego zastosowania rowni procesie ksztatcenia. Ekspono-
wana prostota obstugi spta pomiarowego oraz mbwosci analityczne pre-
zentowanego oprogramowania wykagzugplikacyjra efektywnadé jedynie
w przypadku posiadania odpowiedniego poziomu wiedzgkresu m.in. metro-
logii, inzynierii wytwarzania, inynierii powierzchni, statystyki itd. Przedstawiony
przyktad wskazuje na istotfi® znajoma@ci poje¢ podstawowych oraz wiedzy
0golnej, dla efektywriei procesu ksztatcenia wybranego problemu techaegan

Whnioski koncowe

Zastosowanie rozwzan informatycznych w procesach ksztatcenia, w cza-
sach ery informacji, nie powinno budztadnych vatpliwosci, gdyz jego po-
wszechne wykorzystanie jest cywilizacyjkoniecznécia. Obecnie problem
jego zastosowania dotyazynoze stopnia zastosowania (jak@dek wspomaga-
jacy czy wiodice ,medium” edukacyjne) oraz umggjego wkomponowania
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mozliwosci technologii informacyjnej w proces ksztatcenidastosowanie jej
aplikacyjnych maliwosci do wiedzy i umisjtnosci uczestnikow procesu dydak-
tycznego.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe czynniki wanjgée efektywnéé
procesu uczenia gioraz rozwoj poznawczy cziowieka. Dokonano pdgivej
charakterystyki aparatury pomiarowej oraz oprognaarm@a komputerowego
firmy Taylor Hobson w zakresie wspomagania fadaukowych oraz procesu
ksztatcenia technicznego.

Stowa kluczowe:ksztatcenie techniczne, nowocze&nérodki dydaktyczne.

A didactic equipment modernity in technical educatbn

Abstract

Some basic factors in the self-improvement and muoagnitive evolution
has been presented. A pictorial characterizatiomaflor Hobson measuring
apparatus and software in scientific research anbnical education has been
described.

Key words: technical education, modernity, didactic equipment



